UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD POLITECNICA
INGENIERIA AERONAUTICA
PLAN 2012
PROGRAMA DE ESTUDIOS

l. - IDENTIFICACION
1. Asignatura : Principios de Electronica
2. Nivel : Tercero
3. Horas semanales : 6 horas
3.1. Clases tedricas : 3 horas
3.2. Clases laboratorio : 3 horas
4. Total real de horas disponibles : 96 horas
4.1. Clases teoricas : 48 horas
4.2. Clases laboratorio : 48 horas

Il. - JUSTIFICACION

La instalacion, mantenimiento y optimizacion de sistemas electronicos requiere la aplicacion de técnicas de medicion. La seleccién
del contenido y de las estrategias de ensefianza-aprendizaje apuntan a capacitar al estudiante para seleccionar el instrumento
adecuado para diversas aplicaciones de medicion, evaluar sus posibilidades, operarlos correctamente y conectarlos entre si;
asimismo, presenta informacion practica sobre componentes electrénicos y diversas técnicas de laboratorio. Se orientard al
estudiante hacia la busqueda de la exactitud e interpretacion correcta de los resultados de las mediciones.

1. - OBJETIVO GENERAL

Analizar los principios béasicos para seleccionar el instrumento adecuado para las diversas aplicaciones de medicion.

IV.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Juzgar el desempefio de un instrumento de medicién en una aplicacion dada.
1.1. Definir los principios basicos de funcionamiento de los instrumentos de medicioén.
1.2. Reconocer, por inspeccion, las caracteristicas técnicas de un instrumento de medicion.
1.3. Decidir el tipo de instrumento adecuado para una aplicacién dada.
1.4. Interpretar los resultados obtenidos en mediciones.
2. Elaborar conclusiones a partir de la experimentacion.
2.1. Discriminar los datos pertinentes a ser registrados.
2.2. Elaborar informes sobre tareas desarrolladas en laboratorio.
3. Actuar con responsabilidad en el ambito de la clase.
3.1. Presentar trabajos practicos con puntualidad.
3.2. Colaborar activamente en los trabajos grupales.
3.3. Adoptar una actitud responsable en el manejo de los equipos de laboratorio.
3.4. Observar normas de seguridad.
4. Manejar con destreza los equipos y Utiles de laboratorio.

V.- PRE - REQUISITO
1. Fisicall.

2. Quimica

VI. - CONTENIDO

6.1. Unidades programaticas

1. El Laboratorio de Electrénica.
2. Componentes Electrénicos.
3. Instrumentos de medicién.

6.2. Desarrollo de las unidades programaticas

1. Ellaboratorio de electrénica.
1.1. Ellenguaje de las mediciones eléctricas.

1.1.1. Magnitudes Eléctricas.
1.1.1.1. Definicién de las unidades de medida.
1.1.1.2. Patrones de medicion.

1.1.2. Representacion de la informacion mediante sefiales eléctricas.
1.1.2.1. Sefales analdgicas.
1.1.2.2. Sefales digitales.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.1.2.3. Sefales eléctricas temporales.
1.1.3. Caracteristicas intrinsecas de los medidores.
1.1.3.1. Exactitud.
1.1.3.2. Precision.
1.1.3.3. Sensibilidad.
1.1.3.4. Resolucion.
1.1.3.5. Umbral.
1.1.4. Errores.
1.1.4.1. Fuentes de errores.
1.1.4.1.1.  Errores humanos.
1.1.4.1.2. Errores sistematicos.
1.1.4.1.3.  Errores aleatorios.

1.1.4.2. Evaluacion estadistica de errores aleatorios.

Fuentes de Sefial.
1.2.1. DeC.C.
1.2.2. DeC.A.
1.2.2.1. De frecuencia de la red.
1.2.2.2. Generador de funciones.
Seguridad Eléctrica.
1.3.1. Puesta atierra.
1.3.2. La sacudida eléctrica.
1.3.2.1. Efectos en el ser humano.
1.3.2.2. Técnicas de primeros auxilios.
Taller.
1.4.1. Soldadura.
1.4.2. Construccién de circuitos impresos.

2. Componentes electrénicos basicos.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Resistores.
2.1.1. Descripcion General.
2.1.2. Simbologia.
2.1.3. Clasificacion.
2.1.3.1. De capa o pelicula.
2.1.3.2. Bobinadas.
2.1.4. Tipos.
2.1.4.1. Fijos.
2.1.4.2. Variables.
2.1.4.3. Dependientes.
2.1.4.3.1. Delatension.
2.1.4.3.2. De la temperatura.
2.1.43.3. Delaluz.
2.1.5. Indicacién del valor de una resistencia.
2.1.6. Caracteristicas técnicas de los resistores.
2.1.6.1. Conexién de resistores.
2.1.6.1.1. Serie.
2.1.6.1.2. Paralelo.
Capacitares.
2.2.1. Descripcion general.
2.2.2. Simbologia.
2.2.3. Clasificacion segun el dieléctrico.
2.2.3.1. Plasticos.
2.2.3.2. Mica.
2.2.3.3. Ceramico.
2.2.3.4. Electrolitico.
2.2.4. Tipos.
2.2.4.1. Fijos.
2.2.4.2. Variables.
2.2.4.3. Dependientes de la tension.
2.2.5. Indicacion del valor de la capacidad.
2.2.6. Caracteristicas técnicas.
2.2.7. Circuito equivalente.
Bobinas.
2.3.1. Descripcion general.
2.3.2. Simbologia.
2.3.3. Clasificacion.
2.3.3.1. Con nlcleo de aire.
2.3.3.2. Con nlcleos magnéticos.
2.3.4. Caracteristicas técnicas.
2.3.5. Circuito equivalente.
Dispositivos Semiconductores basicos.
2.4.1. Teoria elemental del semiconductor.
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2.5.

2.4.1.1. Estructura atémica.
2.4.1.2. Bandas de energia.
2.4.1.3. Materiales tipo Py tipo N.
2.4.2. Diodo de unién.
2.4.2.1. Curvas caracter.
2.4.2.2. Tipos.
2.4.22.1. Rectificadores.
24.2.22. DeRF.
2.4.2.2.3. De conmutacion.
2.4.2.2.4. Diodo emisor de la luz (LED).
2.4.2.25. Fotodiodo.
2.4.2.2.6. Varicap.
2.4.2.27. Zener.
2.4.2.3. Simbologia y nomenclatura.
2.4.2.4. Caracteristicas técnicas.
2.4.3. Transistor bipolar de unién.
2.4.3.1. Operacion del Transistor.
2.4.3.2. Configuraciones y curvas caracteristicas.
2.4.3.3. Clasificacion.
2.4.3.3.1.  Segun frecuencia de operacion.
2.4.3.3.2.  Segun potencia de disipacion.
2.4.3.3.3. Fototrasistor.
2.4.3.4. Simbologia y nomenclatura.
Componentes varios.
2.5.1. Fusibles.
2.5.2. Relés.
2.5.3. Interruptores.

3. Instrumentos y Técnicas de Medicién.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Instrumentos indicadores electromecanicos.
3.1.1. Mecanismos de bobina mévil e iman permanente.
3.1.1.1. Amperimetro de CC.
3.1.1.2. Voltimetro de CC.
3.1.1.3. Ohmetro.
3.1.1.3.1. Tipo serie.
3.1.1.3.2.  Tipo derivacion.
3.1.1.4. Multimetros eléctricos (VOM).
3.1.1.4.1. Funciones basicas.
3.1.1.4.2.  Caracteristicas técnicas.
3.1.1.4.3. Funciones especiales.
3.1.2. Calibracién de instrumentos de CC.
3.1.3. Instrumentos indicadores de CA.
3.1.4. Instrumentos tipo rectificador.
3.1.5. Electrodinamoémetros.
3.1.6. Instrumentos de termopar.
Instrumentos electronicos.
3.2.1. Instrumentos analdgicos con galvanémetro como visualizador.
3.2.2. Instrumentos digitales.
3.2.2.1. Conversion A/D y D/A.
3.2.2.2. Dispositivo de visualizacién.
3.2.3. Medidores digitales de componentes pasivos.
Osciloscopio.
3.3.1. Circuitos bésicos.
3.3.1.1. Seccién generadora del haz.
3.3.1.2. Seccion de deflexion vertica.
3.3.1.3. Seccion de deflexion horizontal.
3.3.1.4. Fuentes de poder.
3.3.1.5. Puntas de Prueba.
3.3.1.6. Circuitos de calibracion.
3.3.2. Osciloscopio multicanal.
3.3.3. Osciloscopios con doble base de tiempo.
3.3.4. Osciloscopios de memoria.
3.3.5. Oscilocopios digitales.
3.3.5.1. Fundamentos basicos de la digitalizacién de una sefial.
3.3.5.2. Circuitos bésicos.
3.3.6. Técnicas de medicion.
3.3.6.1. Medida de voltaje y corriente.
3.3.6.2. Medida de periodo y frecuncia.
3.3.6.3. Medida de Fase.
3.3.6.4. Seguridad y exactitud en las medidas.
Instrumentos de medidas de sefiales temporales.
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3.4.1. Construccién basica del contador digital universal.
3.4.2. Medidas.

3.4.2.1. Frecuencia.

3.4.2.2. Periodo.

3.4.2.3. Periodo promedio.

3.4.2.4. Intervalo de tiempo.

3.4.2.5. Anchura de impulso.

3.4.2.6. Relacion de frecuencias.

VIl. -  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Presentacién de la teoria con diferentes técnicas.

Simposio.
Demostracion.

Estudio dirigido.
Practicas de laboratorio.

VIII.

1.

1
2
3.
4. Experimentacion.
5
6

-  MEDIOS AUXILIARES

Pizarra y pinceles.

2. Equipo multimedia.
3. Equipos e instrumentos de laboratorio.
4. Componentes electronicos.

IX. -

X. -

ooooD OO

EVALUACION

— El estudiante debera presentarse a dos Examenes Parciales. Podra presentarse al Tercer Examen Parcial el estudiante
que haya obtenido un promedio inferior a 50% en los dos primeros examenes parciales o que no se haya presentado en
uno de ellos. Bajo esta situacién, el promedio se realizara con las dos mejores puntuaciones.

— EIl promedio de los examenes parciales serd uno de los requisitos que habilite para el Examen Final, de acuerdo con la
siguiente escala:

1. Promedio igual o mayor a sesenta por ciento (60%), a partir del Primer Examen Final.
2. Promedio igual o mayor a cincuenta por ciento (50%), a partir del Segundo Examen Final.
3. Promedio inferior a 50%, el estudiante debera volver a cursar la asignatura.
— Para tener derecho al Examen Final, el estudiante debera cumplir con lo siguiente:
1. Haber aprobado las asignaturas pre-requisitos.
2. Tener el promedio habilitante.
3. Cumplir con el porcentaje de asistencia minimo, conforme a lo estipulado en la Planilla de Catedra.
4. Otros requisitos exigidos por la Catedra, establecidos en la Planilla de Céatedra.
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